Uloha & 5a

Tloust’ka vrstvy interferencni metodou

I'Jkoly:
Proméite tloustku vybrané vrstvy pomoci interferenéniho mikroskopu.

Zatizeni a pomiicky

Vzorky vrstev pfipravené pro méteni tloustky
Interferen¢ni mikroskop

vZorek E f polopropustny

Schéma méreni
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Postup méreni

Proméite tloustku vybrané vrstvy pomoci interferenéniho mikroskopu. Mikroskop by mél
byt jiz sefizen, v zorném poli sledujete situaci dle obrazku. Vzorek ma dvé vrstvy totozného
materialu, vrstvu podlozni a vrchni métfenou, kterd je ¢astecné odstinéna tenkym dratkem.
Pfi dopadu svételné viny na vzorek dochazi kodrazu, odrazend vlna prochazi
polopropustnou deskou do okuldru spoleéné s odrazenou vlnou zreferenéni vétve
mikroskopu. Ob¢ viny splituji podminky interference, je mozné sledovat interferencni jev.
Vzdalenost interferencnich maxim zavisi na vlnové délce pouzitého svétla, v tomto piipadé
odpovida vzdalenost sousednich maxim polovin¢ vlnové délky svétla. Poloha
interferen¢nich maxim zéavisi na rozdilu optickych drah interferujicich vIn. V ptipadé odrazu
svétla z odstinéné oblasti je opticka draha delsi o dvojnasobek tloustky vrstvy,
v mikroskopu sledujeme posun maxim v odstinéné oblasti. Proméite nejprve vzdalenost
sousednich maxim a vypoctem stanovte, jakému rozdilu optickych drah odpovida. Ze
vzdalenosti posunu maxim vn¢ a uvnitt odstinéné oblasti 1ze pak stanovit tloustku vrchni
napafené vrstvy.



